ENGINYERIA DE MATERIALS 2005-06

COMPLEMENTS de CARACTERITZACIO de MATERIALS

¢ Tipus d'assignatura: Optativa

o Credits: 4,5 (Teodrics: 3, practics d’aula: 1.5)
e Departament responsable: Fisica

e Professors de teoria: J.Pascual (Jordi.Pascual@uab.es),

J.Rodriguez (Javier.Rodriguez@uab.es)
S.Surifiach (Santiago.Surinyach@uab.es)

e Professors de problemes: J.Pascual, J.Rodriguez i S.Surifiach
e Semestre: 7é
e Tutories: JP:dlidcde15hal7h

SS:dlidcde 15h a17h

e OBJECTIUS DOCENTS

L'objectiu fonamental d’aquesta assignatura és el de donar als alumnes les eines
addients per caracteritzar experimentalment el comportament i les propietats dels
materials.

e CRITERIS | FORMES D’AVALUACIO

La nota final s’obtindra a partir de la nota de I'examen. Hi haura la possibilitat de
millorar la nota mitjancant la presentacié d’'un treball practic. L'examen ordinari sera al
febrer, en acabar el semestre, i I'extraordinari al juliol.

e CONTINGUTS

1. Introduccio
¢ Classificaci6 de les técnigues d’assaig

2. Metodes termoanalitics
¢ Analisi termogravimétrica: definicid, camps d’aplicacid, exemples.
e Analisi termica diferencial: definicio, camps d’aplicacid, exemples.
e Analisi calorimetria diferencial: definicio, camps d’aplicacio, exemples.
o Analisi dilatomeétrica: definicid, camps d'aplicacid, exemples.
e Altres técnigues d’analisi: definicio, camps d’aplicacio, exemples.
e Exemples d'aplicacio en el camp dels polimers

3. Microscopia en Materials
e Microscopia oOptica: El microscopi metal-lografic. Preparacié de mostres. Atac
qguimic i electrolitic. Técniques d’observacio. Analisi d'imatges. Exemples.
e Microscopia electronica de rastreig: ElI microscopi electronic. Preparacié de
mostres. Técniques d’observacié. Analisi d'imatges. Exemples.
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4. Anélisi composicional
¢ Microsonda electronica (WDS-EPMA) i microscopia de rastreig amb sistema
de dispersié d’energia (EDX). Exemples.

5. Espectroscopia de Fotoelectrons (XPS) i d’electrons Auger
o Determinacié del tipus denllag i perfils de composici6 en sistemes
nanoscopics. Aplicacions i exemples

6. Espectrometria de Masa d’lons Secondaris (SIMS)
e Aplicaci6 a la determinacié de perfils de composicié i calcul de coeficients de
difusié.

7. Caracteritzacién de materials mitjancant difraccié de raigs X
¢ Determinacidé de tamanys de gra, tensions residuals, orientacions preferencials
i qualitat cristal-lina en diferents tipus de materials pol-licristallins volumics i
sistemes de capes primes. Aplicacions i exemples.

8. Espectroscopia optica: Visible i ultravioleta
e Fonaments: Estats electronics. Efectes de coordinaci6. Distorsio Jahn-Teller.
Anisotropia. Equips experimentals. Interpretacié d'espectres. Dades tecniques.
Aplicacions

9. Espectroscopia vibracional: Infraroig i Raman
e Fonaments: Vibracions atomiques, curt abast. Equips experimentals.
Preparaci6 de mostres. Caracteritzacié vibracional i sintesi de materials.
Interpretacié d'espectres. Dades técniques. Aplicacions

10. Ressonancia: Paramagnética electronica (EPR) i magnética nuclear (NMR).
e Fonaments: Estats electronics localitzats i camp magneétic. Splitting hiperfi.
Estructura fina. Chemical shift. Equips experimentals. Interpretacié d'espectres.

Aplicacions
Temesla3 Professor: S. Surifiach (27/9 fins 25/10)
Temes4 a7 Professor: J. Rodriguez (25/10 fins 29/11)

Temes 8 a 10 Professor; J. Pascual (29/12 fins 17/01)
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